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1. 諸言 

太陽光発電セルのシリコンウエハは一層の高品質化と

共に更なるコストダウンを実現しなければならない。コス

ト削減のために、固定砥粒型マルチワイヤー・ソーによる

薄型単結晶シリコンウエハの切断が試みられているが、ス

ライス工程及びその後のハンドリングや洗浄工程で割れ

易くなる 1)。我々は 120μm厚さの単結晶シリコンウエハ加

工の歩留まりアップに取組んでおり 2)、最近の研究成果に

ついて報告する。 

 

2. 実験方法 

ダイヤモンド砥粒電着型のマルチワイヤー・ソー（ワイ

ヤー芯径 100μm、砥粒平均径 9.8μm）を用いて、(100)

単結晶のシリコン・ブロックから 120μm 厚のウエハを 4

～5時間で約 800枚切り出した。今回はワイヤーの改良を

行い、従来ワイヤー、改良ワイヤーの 2種類を用いた。な

おワイヤー品質の詳細は当日報告する。 

洗浄の終了したウエハを加工位置によってほぼ3等分し、

新線側､中央部、旧線側とした。そして新線側と旧線側か

らそれぞれ 30枚ずつを抜き取り、Shimadzu AUTOGRAPH 

AGX plusを用いてソーマーク方向に対して90度の角度で

線荷重を負荷しウエハの破壊応力を求めた 3)。 

洗浄の終了したウエハを用い、図 1に縦方向の太い直線

で示した 3ヶ所で表面粗さを測定した。測定長さは 8mm、 

測定機として Surfcom 2000A-3DFを用い、カットオフ波長

を 0.8mmとした。 

 

3. 実験結果、考察 

図 2にウエハの表面粗さの測定結果を示す。従来ワイヤ

ー加工では、新線側、旧線側とも切り始めのエッジ-1が同

一面内では最も粗い。しかし改良ワイヤーでは、面内の粗

さはほぼ一定である。一般に粗いウエハほどクラックが多

いことが知られているので 1)、この結果は改良ワイヤーで

加工したウエハの強度が向上していること、特に新線側で

効果が大きいことを示唆している。これらについて、発表

当日はウエハの破壊強度の測定結果と共に議論を行う。 

 

図 1．粗さの測定位置 

 

 

  図 2. 従来・改良ワイヤーで加工したウエハの表面粗さ 
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